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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 7: Connexions a ressort — Régles générales,
méthodes d’essai et guide pratique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie deg Normes internjationales,

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au publc (PAS) et des
Guidep (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est cqg a des\comités|d'études
aux tfavaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peu Les organisations
interngtionales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la galgment aux

condiffjons fixées par accord entre les deux organisations.
Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions i drésgntenty’dans [a mesure

agréées
¢ entreprls afin que la CEI

S normes
et la norme nationale ou [régionale

onsabilité

ion.

Aucurje responsabilité a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compri embres de ses comités d'études et de§ Comités
nationfaux de la CEl, j cab é emcas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
dommfage de qug indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de judtice) et le s s décowlantde Ia ub atlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEI ou de

atives citées dans cette publlcat|on L'utilisation de pyblications

ains des éléments de la présente Publication de la CEI peyvent faire
Bllectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tgnue pour
tifi€ de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

E| 60352-7 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
48 de la"CEIl: Composants électromécaniques et structures mécaniqyes pour

Cette vgrsion bilingue, publiée en 2003-01, correspond a la version anglaise.
Le texte anglais de cette norme est issu des documents 48B/1228/FDIS et 48B/1243/RVD.

Le rapport de vote 48B/1243/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'appro-
bation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera
* reconduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.


https://iecnorm.com/api/?name=afdf8967fae99a7c9f5a13d00e4a5d49

60352-7

© IEC:2002 -5-
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 7: Spring clamp connections — General requirements,
test methods and practical guidance

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

promote
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ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (here
ation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC
subject dealt W|th may part|C|pate in this preparatory work Internat

he International Organization for Standardization (ISO) in accord
ment between the two organizations.
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FDIS Report on voting
48B/1228/FDIS 48B/1243/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The Fre

nch version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

At this d
*  reco

ate, the publication will be
nfirmed;

* withdrawn;
+ replaced by a revised edition, or

¢ ame

nded.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 60352 contient des exigences, des essais et un guide pratique.

Deux programmes d'essais sont proposés.

a) Le programme d'essais de base s’applique aux connexions a ressort conformes a toutes
les exigences de l'article 4. Ces exigences sont élaborées a partir de I’expérience acquise
sur des applications menées a bien sur de telles connexions a ressort.

b) Le programme d'essais complet s’applique aux connexions a ressort qui ne sont pas
totalement conformes a toutes les eX|gences de I’ artlcle 4 par exemple celles réalisées a

parti e - e - approche
pernet un controle optlmlse en cout et en temps o} d e$sais de
bage réduit pour les connexions a ressort éprouvées et un prog complet
étepdu pour les connexions a ressort nécessitant une i i bte des
performances. p

Les valg¢urs données dans cette norme sont des valeurs mj ¢ i [ isfes avec

d’autres documents de la CEIl. D’autres normes peuvent sp ;

&
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INTRODUCTION

This part of IEC 60352 includes requirements, tests and practical guidance information.

Two test schedules are provided.

a) The basic test schedule applies to spring-clamp connections which conform to all require-
ments of clause 4. These requirements are derived from experience with successful
applications of such spring-clamp connections.

b) The full test schedule applies to spring-clamp connections which do not fully conform to all
requirements of clause 4, for example which are manufactured using materials or finishes
not included in clause 4. This approach permits cost and time effective performance
verification using a limited basic test schedule for established spring-elamp con

nections

and
perf

The val
IEC doc

an expanded full test schedule for spring-clamp connections re
brmance validation.

lies given in this specification are minimum values, which ‘g
uments. Other standards may specify other values.

&

Ktensive

ith other
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CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 7: Connexions a ressort— Régles générales,

méthodes d’essai et guide pratique

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 60352 est applicable aux connexions a ressort réalisées avec du

fil dénudé sans autre préparation

— sur dles conducteurs rigides de 0,32 mm a 3,7 mm de diamétre no
a 10|mm?2), ou

— sur ¢les conducteurs divisés de section: 0,08 mm2a 10 mm?2,
— sur {les conducteurs souples de section: 0,08 mm2a 10 mm

selon la
les syst¢

Des infq
inclus €
stables

L'objet
ressort

NOTE Le
naturel to|

cette norne sont reconnug { R_effel négatif sur IenV|ronnement Dés que le
technologfiques conduiront S ive 2 ables pour ces matiéres, celles-ci seront éliminéeg

norme.

Compodants électromécaniques pour équipements électroniques

Chapit|

08 mm?2

i¢ation et

e y sont

iquement

xions a

irbonnement
igées dans
5 progres

de cette

présent
nces non
entuels

re 581:

Amendement 1 (1998)

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEIl 60189-3:1988, Céables et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de PVC —
Troisieme partie: Fils d'équipement en conducteurs simples en paires et en tierces, a

conducteur massif ou divisé, isolés au PVC

CEI 60228:1978, Ames des cables isolés
Amendement 1 (1993)

CEI 60512 (toutes parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures
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SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 7: Spring clamp connections — General requirements,
test methods and practical guidance

1 Scope and object

This part of IEC 60352 is applicable to spring-clamp connections made with stripped wire
without further preparation:

— solig conductors of 0,32 mm to 3,/ mm nominal diameter (0,08 m 276~[0 mmp cross-
sect|on), or

— strapded conductors of 0,08 mm? to 10 mm?2 cross-section, or

— flexiple conductors of 0,08 mmZ2 to 10 mm2 cross-section

according to IEC 60228 or IEC 60189-3 for use in teleg and in

electronlic devices employing similar techniques.

Informa the test

procedures to provide electrically stable connection litions.

The object of this part of IEC 60352 i € i i i hections

under specified mechanical, electrical and at i iti

NOTE IEC Guide 109 advocates the need fo m g ironment

throughoyt the product life cycle. It is understoq &\ M3 Ay have a

negative ¢nvironmental impact. A i rials, they

will be eliminated from this stand

2 Normative r:ferncs

The follpwing referénced 8 ent. For

dated re¢ferences, o » ifi dition of

the refef

IEC 600 Electro-

mechanj;

Amend

IEC 60068-1:19 Enyironmental testing — Part 1: General and guidance

Amendment 1 (

IEC 60189-3:1988, Low frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath —
Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles,
pairs and triples

IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables
Amendment 1 (1993)

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements
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CEIl 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 1-100: Généralités — Publications applicables

CEIl 60884-1:1994, Prises de courant pour usages domestiques et analogues — Partie 1:
Reégles générales

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 60352, les termes et définitions de la CEIl
60050(581) et de la CEI 60512-1 ainsi que les termes et définitions suivants sont applicables.

3.1
contac}é ressort

partie du contact ou du raccord a laquelle seulement un conducteur sifiple-est cQhnecté par
I'intermgdiaire d’un ressort

311
contact| a ressort universel

contact|a ressort destiné a accepter des conducteurs
préparation

S Sans

3.1.2

contact| a ressort non universel

contact |a ressort destiné a accepterd{des\cox asse seulement, par ¢xemple
seulemgnt des conducteurs rigides, ot de § 8 ent, par exemple rigides et

divisés mais non pas souples

3.1.3
contact| a ressort a introd
contact|a ressort nonpunive ) onnexion est réalisée par pousség¢ sur le
conducteur rigide ou di

52 9

connexjon a ressor
connexipn sans
voir figure 1

¢ serrage d'un conducteur a I'aide d’un contact a|ressort,

-
TEC 71988702

Figure 1a — Connexion a ressort, manceuvrée sans outil

IEC 1989/02

Figure 1b — Connexion a ressort, mancuvrée avec outil
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IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-100:
General — Applicable publications

IEC 60884-1:1994, Plug and socket-outlets for household and similar purposes — Part 1:
General requirements

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 60352, the terms and definitions of IEC 60050(581) and
IEC 60512-1 and the following additional terms and definitions apply:

3.1

spring-clamp termination
part of the contact or terminal to which one single conductor only | cteg )by means
of a spring

311
universfal spring-clamp termination

spring-damp termination intended to accept solid, stranded ductors

3.1.2
non-unjversal spring-clamp termination

spring-¢lamp termination intended to~accept
solid cqnductors only, or conductorsg
but not flexible

xample
ftranded

313
push-in spring-clamp terpmi
non-uniyersal spring-cla
or stranfled conductor

3.2
spring-glamp co

solderless connectj i bynchapiping a conductor with a spring-clamp ternpination,
see figure 1

a solid

IEC 1988/02

Figure 1a — Spring-clamp connection, operated without a tool

IEC 1989/02

Figure 1b — Spring-clamp connection, operated with a tool
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IEC 1990/02

Figure 1c — Connexion a ressort, manceuvrée avec un organe de commande

e

3.3
contact
contact
a ressol

aressort
congu pour accepter un condv
t, voir figure 2

Figure 1d — Connexions a ressort, a partir d’un conta
sur le conducteur de fil rigide

but\d’établir une connexion par|contact

g i
18 b

IEC 1992/02

Figure 2 — Exemple d’un contact a ressort

3.4

composant a contacts a ressort
composant pour connexions électriques d’'un ou plusieurs conducteurs qui comprend un ou
plusieurs contacts a ressort et, si nécessaire, de 'isolant et/ou des piéces auxiliaires

3.5

organe de commande
partie d’'un raccord ou d’'un contact a ressort a laquelle une force externe est appliquée. Le
mouvement de I'organe de commande entraine la mise en service ou hors service du ressort

[VEI 581-11-09, modifiée]
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-

IEC 1990/02

Figure 1c — Spring-clamp connection, operated with an actuating element

Figure 1d — Spring-clamp connections, with a pus
spring-clamp termination, with solid wire

3.3
spring-clamp terminal

terminal designed to accept a conductor for
connectjon, see figure 2

4 d
o 2 )
] o A\ el o
g i]." 1) ‘J‘-.“ /
IEC 1992/02
re 2 — Example of a spring-clamp terminal
3.4

spring-clamp connecting device

a sprin

g-clamp

device for the electrical connection of one or more conductors comprising one or more spring-

clamp terminations and, if necessary, insulation and/or auxiliary parts

3.5
actuating element

part of a spring-clamp termination or terminal to which an external force is to be applied.
Movement of the actuating element provides a means for activating or deactivating the spring.

[IEV 581-11-09, modified]
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4 Exigences

4.1 Exécution

Les connexions doivent étre exécutées de fagon soignée et dans les regles de l'art.

4.2 Outils

Les outils, si nécessaire, doivent étre utilisés et inspectés en accord avec les instructions
données par le fabricant.

4.3 Contacts a ressort

4.3.1 Matiéres

— Matigres pour les piéces parcourues par du courant:
des huances adaptées du cuivre ou des alliages de cuivre doiventétre
— Matigres pour les piéces du ressort de serrage:
des huances adaptées des alliages de cuivre ou d’acier.

4.3.2 Traitement de surface

La surface de contact des piéces parcourue
d’alliagg d’étain.
La surface doit étre exempte de our les
performpances.

44 C

Les contacts a ressort |doi arfiére a ce que les piéces de serrage 3 ressort
établiss : e connexion fiable.

Dans un chaque conducteur doit étre serré séparément.

Les ou fion d*dn outil en vue de faciliter I'insertion ou I'extra¢tion du
conduct] : ent reconnaissables des trous d’entrée des conducteurs.

Dimens]

La bonne aptitude ne connexion a ressort dépend a la fois des dimensions de la borne et
des carTctéristiques des matériaux utilisés.

Les dimensions doivent étre choisies de maniére a convenir au fil ou a la gamme de fils pour
lesquels la borne est congue.

La bonne aptitude est vérifiée en appliquant les programmes d’essais donnés a l'article 5.

4.5 Fils

Les fils de conducteurs rigides, divisés et souples suivant la CEl 60228 ou la CEI 60189-3
doivent étre utilisés selon le type de connexions a ressort utilisées.

4.5.1 Matiéres

Le conducteur utilisé doit étre fait de cuivre recuit.
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4 Requirements

4.1

Workmanship

The connection shall be processed in a careful and workmanlike manner, in accordance with
good current practice.

4.2

Tools

Tools, if necessary, shall be used and inspected according to the instructions given by the
manufacturer.

4.3
4.3.1

- Ma
Sui
- Ma

Sui

4.3.2

Spring-clamp terminati

Materials

tgrials for the current-carrying parts:
tgble grades of copper or copper alloy shall be used.
tgrials for the spring-clamp parts:

tgble grades of copper alloy or steel shall be used

Surface finishes

The contact area of the current-carrying pa i or tin-alloy.

The surface shall be free of detrimental

4.4

Spring

In a spr

The ope

shall b

The sui
togethe

Dlesign features

e

The dimensijons shall be chosen so as to be suitable for the wire or the range of wires f

the ter

-q i esigned so)“hat the spring-clamp parts establish a
sufficiern S ion

nductor

br which

H EH H =i H ol
nmratvliTtT 1o UTolylicu.

The suitability is verified by applying the test schedules given in clause 5.

4.5

Wires

Wires with solid, stranded and flexible conductors according to IEC 60228 or IEC 60189-3 shall
be used depending on the type of spring-clamp terminations.

4.51

Materials

The conductor used shall be made of annealed copper.
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Dimensions

Différentes gammes de fils doivent étre utilisées:

— des fils rigides de 0,32 mm a 3,7 mm de diamétre nominal (section 0,08 mm2 a 10 mm?2),

ou

— des fils divisés de section: 0,08 mm2 a 10 mm?2, ou

— des fils souples de section: 0,08 mm2 a 10 mm?2,

4.5.3

Traitement de surface

Le conducteur doit étre brut ou revétu d’étain ou d’alliage d’étain.

La surfgce du conducteur doit étre exempte de contamination et de corr
performpances.

4.5.4 Isolant du fil

Il doit &tre possible de dénuder facilement lisolant du fil

physiques du conducteur ou des brins.

4.6 Connexion a ressort

a) Lac

b) Le f
du ¢
d’isd

c) Leg
prof

Toug

5.1.1

Comme
appliqud

— les fonnméxio

€884

pliqué \dans l'introduction, il y a deux programmes d’essais qui doiV
onditions suivantes:

a tessort conformes a toutes les exigences de l'article 4 doiv
yées et répondre a toutes les exigences du programme d’essais de base de 5.3

sent les

istiques

jorceaux

ire a la

ent étre

ent étre
.2;

— les connexions a ressort qui ne sont pas totalement conformes aux exigences de I'article 4,
par exemple celles qui sont faites avec des fils de type différent, et/ou des connexions de
taille différente et/ou de matieres différentes, doivent étre essayées et répondre aux
exigences du programme d’essais complet donné en 5.3.3.

5.1.2

Conditions normales d'essai

Sauf indication contraire, tous les essais doivent étre effectués dans les conditions normales
d'essai définies dans la CEIl 60512-1.

La température ambiante et I'humidité relative auxquelles les mesures sont effectuées doivent
étre mentionnées dans le rapport d'essai.
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4.5.2 Dimensions

Wires with the following dimensions shall be used:

— solid wires of 0,32 mm to 3,7 mm nominal diameter (0,08 mm2 to 10 mm?2 cross-section), or
— stranded wires of 0,08 mmZ2 to 10 mm?2 cross-section, or

— flexible wires of 0,08 mm2 to 10 mm?2 cross-section.

4.5.3 Surface finishes

The conductor shall be unplated or plated with tin or tin-alloy.

The conductor surface shall be free of contamination and corrosion which degrades
performance

4.5.4 Wire insulation

The instplation shall be capable of being readily stripped from th r witho Puanging
the physical characteristics of the conductor or strands.

4.6 Slpring-clamp connections

a) The

b) The stripped
part barticles
of in

c) The correct
depth specified by the manufacturer
All s

5 Tedts

51 T

5.1.1

As explained/in i ccording

to the fg i i :

— sprif e tested
in ag

— sprigpg-clamp conpéctions which do not fully conform to all the requirements of clauge 4, for
example‘which are made with different wire types and/or termination sizes and/or mfaterials,
shallbe tested and meet the requirements of the full test schedule given in 5.3.3.

5.1.2 Standard conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard conditions for testing
as specified in I[EC 60512-1.

The ambient temperature and the relative humidity at which the measurements are made shall
be stated in the test report.
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En cas de désaccord sur les résultats d'essai, I'essai doit étre répété suivant I'une des
conditions d'arbitrage indiquées dans la CEI 60068-1.

5.1.3 Préconditionnement

Lorsque cela est spécifié, les connexions doivent étre préconditionnées dans les conditions
normales d'essai durant 24 h, suivant la CEl 60512-1.

5.1.4 Reprise

Lorsque cela est spécifié, les spécimens doivent avoir une durée de reprise dans les conditions
normales d'essai de 1 h a 2 h aprés I'épreuve.

5.1.5 Montage des spécimens

a) Lorsqu'un montage est requis dans un essai, les spécimens i . ntés en
utiligant une méthode normale de montage, sauf spécification cotrai

b) Un spécimen d’essai doit étre une connexion a ressort pré ces des

progfammes d’essais.

NOTE Lorsque plus de spécimens d’essai sont exigés, i y al L méme cpmposant
multi¢ontact de connexions a ressort.

5.2 Méthodes d’essai et exigences

NOTE Dpns la mesure ou une méthode d'essai est dé e lescription
sera remplacée par une référence a la partie\conce e d'essai
corresporldante y sera incluse. La CEIl 6051 s parties
appropriéps de la série CEl 60512.

5.2.1 Examen généra

Les esspis doivent étre I'essai 1a: examen visuel, de la CHI 60512

et a l'esgai 1b: exawende di ; gsse, de la CEl 60512. L'examen visuel geut étre
effectug avec u [ nq fois.

Toutes X ssor{_doivent étre examinées pour s'assurer qu'elles sont copformes
aux exig A 2

5.2.2

5.2.2.1

L’essai |dojt( étre tué conformément a I'essai 16t: tenue mécanique (sortie ciblée de

connexipns sans soudure), de la CEI 60512, méthode A.

Exigence:

La tenue a la traction des connexions a ressort ne doit pas étre inférieure aux valeurs du
tableau 1, sauf indication contraire de la spécification particuliere.


https://iecnorm.com/api/?name=afdf8967fae99a7c9f5a13d00e4a5d49

60352-7 © IEC:2002 -19 -

In case of dispute about test results, the test shall be repeated at one of the referred conditions
of IEC 60068-1.

5.1.3 Preconditioning

Where specified, the connections shall be preconditioned under standard conditions for testing
for a period of 24 h, in accordance with IEC 60512-1.

5.1.4

Recovery

Where specified, the specimen shall be allowed to recover under standard conditions for
testing for a period of 1 h to 2 h, after conditioning.

5.1.5 Mounting of specimen

a) Whgn mounting is required in a test, the specimens shall be normal
moupting method, unless otherwise specified.

b) Eac:Etest specimen shall consist of one spring-clamp conpé uired in
the test schedules.
NOTE When more test specimens are required, they may be<{p 8 59 ing-clamp
conngcting devices.

5.2 Tlest methods and test requirements

NOTE A placed by

a referen C 60512.

IEC 6051

5.21 General examinatjon

The examination shall be\car tion, of

IEC 60512, and Test [Tk; e visual

examination test may b

All spri 1g-c|amp§' plicable

requirements of 4.3 {0

5.2.2

5.2.2.1

The tes PR out in accordance with Test 16t: Mechanical strength (wired

terminati ss connections), method A, of IEC 60512.

Requirement:

The tensile strength of spring-clamp connections shall be not less than specified in table 1,
unless otherwise specified by the detail specification.
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Tableau 1 — Valeurs de tenue a la traction

Section du conducteur Valeur de tenue
a la traction

mm?2 N min.

> 0,08 4
0,22 10
0,34 15
0,5 20
0,75 30
1,0 35
1,5 40
2,5 50 \(
4,0 60
6,0 80

10,0

NOTE (

Les connexions a ressort doivent étre conducteur rigid¢ massif
inséré r tallation
normal¢ ultant a
été tran

La confprmité est vérifiée pa i SUN ¢ utilisés

pour augun autre essai.

a)

Appareil d’essai
L’ap le facon
que:

\ablement introduit dans une borne, puisse sdibir une
2 des 12 directions a 30°, avec une tolérance r¢lative a

- | in 3 se étre modifié de 10° a 20° par rapport au point origipal.

arfducteur a partir de sa position droite vers les positions d’essai doit
au moyen d’un dispositif approprié exergant sur le conducteuf, a une

e diepneifif de déflexion doit &tre congu de telle fa:;nn gue.

— la force soit appliquée dans la direction perpendiculaire a I'axe du conducteur droit;

— la déflexion soit obtenue sans rotation ou déplacement du conducteur dans I'organe de
serrage, et

— la force reste appliquée pendant que la mesure de la chute de tension est effectuée.

Des dispositions doivent étre prises pour que I'on puisse mesurer la chute de tension a
travers I'organe de serrage en essai lorsque le conducteur est raccordé, comme indiqué
par exemple a la figure 3.

Méthode d’essai

L’échantillon est monté sur la partie fixe de I'appareil d’essai de telle fagon que le
conducteur spécifié puisse étre dévié librement aprés qu’il a été inséré dans I'organe de
serrage en essai.
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5.2.2.2
NOTE T
Spring
clampeq

during
termina

Complig

used fof any other test

a) Test apparat@
The |test appa

The

— the force is applied in the direction perpendicular to the undeflected conductor;

—21—

Table 1 — Values of tensile strength

Conductor cross-section Values of tensile strength

mm2 N min.

>0,08 4
0,22 10
0,34 15
0,5 20
0,75 30
1,0 35
1,5 40
2,5 50
4,0 60
6,0 80

10,0 90 /\

ion.

nce is checked b

rtain distanc

Wire deflection

, even when the conductor hask
mounting in a box, and the

from the terminal.

remains
xample,
g-clamp

ot been

pd that:

d in any
to each

shall be
uctor at

deffecting device shaftbe so designed that:

— the deflection is attained without rotation or displacement of the conductor within the

clamping unit, and

— the force remains applied whilst the prescribed voltage drop measurement is made.

Provisions shall be made so that the voltage drop across the spring-clamp termination
under test can be measured when the conductor is connected, as shown for example in
figure 3.

b) Test method

The specimen is mounted on the fixed part of the test apparatus in such a way that the
specified conductor inserted into the spring-clamp termination under test can be freely
deflected.
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La surface du conducteur d’essai doit étre exempte de contamination ou de corrosion
néfaste.

NOTE 1 Si nécessaire, le conducteur inséré peut étre courbé de fagon permanente autour d’obstacles de
facon que ceux-ci n’influencent pas les résultats d’essai.

NOTE 2 Dans certain cas, a I’exception du cas de guidage pour le conducteur, il peut étre indiqué de retirer
les parties de I’échantillon qui ne permettent pas la déflexion du conducteur correspondant a la force a
appliquer.

Un contact a ressort est équipé comme pour un usage normal d’un fil de cuivre rigide ayant
la plus petite section spécifiée par le fabricant et est soumis a la premiére séquence
d’essai. Le méme contact a ressort est soumis a une seconde séquence d’essai en utilisant
le conducteur ayant la plus grande section, sauf si la premiére séquence a échoué.

La fp 100 mm
étant mesurée depuis I’extrémité du contact, y compris I'éventuel guidage decongducteur,
jusq

L’esp i coupé
durant I'essai); il y a lieu d’utiliser une alimentation appropniée variations
du cpurant soient maintenues a +5 % pendant I’essai.

Tableau 2 — Valeurs pour I’essai'de d

e
)
Section du conducteur en essai @é\go%%a 'f|eh<>nNdu conducteur d’essai °
mm? (’9\
N
\_/b,og

<0,5
0,75 0,16
0,25
) 0,5
1,0
2,0

7,0
a (Ces forces oisies de\telle fag n qu’elles contraignent les conducteurs a une valeur proghe
e la limite ast

d’essai assigné au fil suivant le tableau 4 est appliqué a la

Une force conforme au tableau 2 est appliquée au
yinséré dans le contact a ressort a essayer dans la direction de llune des
a regsort est

La force est ensuite appliquée successivement dans chacune des 11 directions restantes
indiquées a la figure 3 en suivant la méme procédure d’essai.

Si pour I'une des 12 directions d’essai la chute de tension est supérieure a 2,5 mV, la force
est maintenue appliquée dans la limite de 1 min jusqu’a ce que la chute de tension soit
réduite a une valeur inférieure a 2,5 mV. Aprés que la chute de tension ait atteint une
valeur inférieure ou égale a 2,5 mV, la force est maintenue appliquée pendant encore 30 s
pendant lesquelles la chute de tension ne doit pas augmenter.

Les autres échantillons du lot sont essayés en suivant la méme procédure, mais en
décalant de 10° environ les 12 directions de la force pour chaque échantillon. Si un
échantillon n’est pas satisfaisant a 'essai pour une des directions d’application de la force
d’essai, les essais sont recommencés sur un autre lot d’échantillons qui doivent tous
satisfaire aux essais recommencés.
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The surface of the test conductor shall be free of detrimental contamination or corrosion.

NOTE 1 If necessary, the inserted conductor may be permanently bent around obstacles, so that these do
not influence the results of the test.

NOTE 2 In some cases, with the exception of the case of guidance for the conductors, it may be advisable
to remove those parts of the specimen which do not allow the deflection of the conductor corresponding to the
force to be applied.

A spring-clamp termination is fitted as for normal use with a solid copper conductor having
the smallest cross-sectional area as specified by the manufacturer and is submitted to a
first test sequence; the same spring-clamp termination is submitted to a second test
sequence using the conductor having the largest cross-sectional area, unless the first test
sequence has failed.

The force for deflecting the conductor is specified in table 2, the distance of 100 mm being
measured from the extremity of the terminal, including the guidance /for uctor, if
any|, to the point of application of the force to the conductor.

The test is made with continuous current (i.e. the current is notswicked j during
theltest); a suitable power supply should be used so that i hre kept
within £5 % during the test.

Table 2 — Values for wire defle

Cross-section of the test conductor ce de Wst conductora
mm’ /\L( ﬁ \”\
<0,5
0,75 O 16
1,0 0,25
1,5 0,5
2,5 Q 1,0
4 2,0
3,5
7,0
a  The forces re\bos}n SO tt‘@t t\gy st\er\N\)z%nductors close to the limit of elasticity.
c) Tesfprocedure
A te assi d to the wire according to table 4 is passed thrqugh the
sprir der test. A force, according to table 2, is applied to |the test

cong | spring-clamp termination under test in the direction of one of
the i i shown in figure 3 and the voltage drop across this spring-clamp
conrect S 2. The force is then removed.

The
figune 3 fellowing

pplied successively in each of the remaining 11 directions shown in
e same test procedure.

If atlemy-of-the—42testdirections—the—voltage-drop-is—greaterthan25-mVY—theforee is kept
applied in this direction until the voltage drop is reduced to a value below 2,5 mV, but for
not more than 1 min. After the voltage drop has reached a value lower than or equal to
2,5 mV, the force is kept applied in the same direction for a further period of 30 s during
which period the voltage drop shall not have increased.

The other specimens of the set are tested following the same test procedure, but moving
the 12 directions of the force so that they differ by approximately 10° for each specimen.
If one specimen has failed at one of the directions of application of the test force, the tests
are repeated on another set of specimens, all of which shall comply with the repeated tests.
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l’essai

l10mm

)

\

T Contact a ressort

1

I

1

| Sortie du conducteur du boitier
Ly

1

d{ l10mm

N

Distance d

Conducteur
d‘essai

5.2.2.3 Vibrations

L'essai

Le spécjmen d'essai daqjt é

Un exefmple de prentag
ressorta’Est repr :
de vibrations confofmém

La limitd
la spécifi

F plication des forcgs
Force de
déflexion
IEC 1993{02
Figure 3 — aXion

exion a
t I'essai

raire de

Longueur de fil libre

50 mm

aveg connexion
aressort Fil

N
A 1 ///,<////

Dispositif de maintien Table de vibrations
IEC 1994/02

Figure 4 — Montage d’essai pour les vibrations


https://iecnorm.com/api/?name=afdf8967fae99a7c9f5a13d00e4a5d49

60352-7 © IEC:2002 - 25—

l/test

110 mm
]
' T
1 Spring-clamp termination
GD | Conductor outlet from housing
Ll
1
(b/ 110 mm

T

Distand]

Y
Directions of application of tie forces
IEG 1993/02
e deflection test
5.2.2.3
The test
The component @
An exar g-clamp
connect| ibration
test in accord
The lim | by the

detail s

__ Free wire length

50 mm

Component with
spring clamp
connection Wire

o w I VA A

L. /N

N
A {77 7

Vibration table
IEC 1994/02

Holding device

Figure 4 — Test arrangement, vibration
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Tableau 3 — Vibrations, sévérités d’essai
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Gamme de fréquences, Hz 10 a 55 10 a 500 10 a 2 000
Durée totale, h 2,25 6 7,5
Amplitude du déplacement 0,35 0,35 1,5
au-dessous de la fréquence de transfert, mm

Amplitude de I'accélération - 50 200
au-dessus de la fréquence de transfert, m/s2

Directions 3 axes 3 axes 3 axes
Nombre de balayages par direction 10 10 10

La sévérité de la gamme 10 Hz a 55 Hz doit étre utilisée, sauf indication contraire.

5.2.2.4 | Recablage des connexions

Le but de cet essai est de vérifier I'aptitude des contacts a ress
dimensipns de fils spécifiée par le fabricant a supporter un nompfe

Lorsque les contacts sont congus pour accepter une gam

Pour le plus petit conducteur,

— tpus les cycles, excepté le dernier,
dimension maximale spécifiée.

Pour le plus gros conducteur
tpus les cycles doivent étre
gpécifiée. La mes

maximale spécifiée

en essa
spécifié

dénudé,
du nom

Une noldivellesp
d’essai.

teur de
ent étre

aximale

avec le conducteur de dimension

ressort
maniere

e du fil
ala fin

e cycle

Sévérités d’essai:

La section du conducteur pour le dernier cycle et le nombre de cycles doivent étre indiqués
dans la spécification particuliere ou par le fabricant. Les valeurs préférentielles de nombre de

cycles sont 4, 20 ou 100.
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Table 3 — Vibration, test severities

Range of frequency, Hz 10 to 55 10 to 500 10 to 2000
Overall duration, h 2,25 6 7,5
Displacement amplitude below 0.35 0.35 15
the cross-over frequency, mm

Acceleration amplitude above B 50 200
the cross-over frequency, m/s?2

Directions 3 axes 3 axes 3 axes
Number of sweep cycles 10 10 10

per direction

Unless ptherwise specified, the test shall be carried out in the 10 Hz to 5

5.2.2.4 Repeated connections and disconnections

The object of this test is to assess the ability of a spring-¢la

range gpecified by the manufacturer to withstand a spe

and disgonnections.

If the tefmination is designed to accept a range of copidu

For the pmallest conductor,

— all cycles but the last one shall be ca
last [cycle and the final measuremen

spegified.
For the Jargest conductor,

- all
mea

A strippe
under tq
manner

Test severities:

a wire
ections

iffed. The
tor size

e_largest conductor size specified. The final
argest conductor size specified.

ifted shall be inserted into the spring-clamp termination

his, the conductor shall be extracted in the gpecified

repared
d of the

cycles.

The conductor cross-section for the last cycle and the number of cycles to be carried out shall
be specified by the detail specification or by the manufacturer. Preferred values for the number

of cycles are 4, 20 or 100.
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Essais électriques

Résistance de contact

L'essai doit étre effectué conformément a I'’essai 2a: résistance de contact, méthode du niveau
des millivolts, de la CEl 60512 ou I'essai 2b: résistance de contact, méthode du courant d’essai

spécifié,

Un mon

connexi

de la CEI 60512 suivant les indications de la spécification appropriée.
tage d'essai approprié est montré a la figure 5.
Piéce parcourue Fil
par le courant
Force de serrage /

<10mm

Point de mesure A

Pour répliser des essais

nécessgire aux points

suffisampment éloignée| deN4a
bon con : i

Un mon
mesure
a des d
sont util

Lorsquée
selon le

La résis

— soit

tact néc

ilisé afin de garantir un bon contact a tous les p

déterminées. Lorsque des pointes de touche de

iqué, le courant d’essai doit étre de 1/10 du courant nomir
ication contraire de la spécification particuliére.

tance de contact maximale ne doit pas excéder la plus faible des valeurs suivar

dans la

teur est
Histance
surer du

oints de

‘essai garantisse que les points de mesure soient placés

mesure
ducteur.

al du fil

tes:

les valeurs de la résistance de contact maximale du tableau 4, ou

— 2,5 fois les valeurs initiales de la mesure.
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5.2.3

5.2.3.1

Electrical tests

Contact resistance

The test shall be carried out in accordance with Test 2a: Contact resistance — Millivolt level
method, or Test 2b: Contact resistance — Specified test current method, of IEC 60512, as
specified in the relevant specification.

A suitable test arrangement is shown in figure 5.

Measuri
connect|

To achi

measuring points is ne
from thg connection,

used. Q
A suitable test devige

device 9

may be

Where

conduct]

When tes

to table

The ma

Current carrying part Wire

Clamping force /

<10mm

Measuring point A

imum-contact yesistance shall not exceed the lower of the following values:

— eithgr'the values of the maximum contact resistance of table 4, or

g-clamp

r at the
e away
nductor

lhe test
stances.
of the

ccording

— 2,5 times the initial values of the measurement.
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Tableau 4 — Courant nominal des fils, résistances de contact initiale et finale
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Résistance de contact
. Courant nominal Résistance de contact maximale apres
Section du conducteur initiale conditionnement
électrique, climatique
et dynamique
mm?2 A max. mQ mQ
0,08 1 10 20
0,22 4 4 8
0,34 5 3 6
0,5 6 2,5 5
0,75 9 1,7
1,0 13,5 1,1
1,5 17,5 0,8
2,5 24 0,6
4,0 32 0,45
6,0 41 ,35
10,0 57 /\&g

5.2.3.2

L'essai doit étre effectué conformém

Charge électrique et température

CEl 60%12. Sauf indication contraire dans

doivent gtre appliqués:

Temlpérature maximale de

Durée de l'essai:

5.2.4
Sauf in

climatiq
pour leg

5.2.41

L'essai foit gtre
CEl 60512

: Charge électrique et températune, de la
icati rticuliere, les détails

suivants

atégorie
utilisées

ffectyé conformément a I'essai 11d: variations rapides de température, de la

Sauf indication contraire de la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre

appliqués:

basse température:
haute température:
durée de l'exposition:
nombre de cycles:

Ta —-40 °C (TBC)
Ts 85 °C (THC)
t 30 min

5
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Maximum contact
Conductor cross-section Nominal current Initial contact resistance reS|.stance.afte|.'
electrical, climatic,
dynamic conditioning
mm? A max. mQ mQ
0,08 1 10 20
0,22 4 4 8
0,34 5 3 6
0,5 6 2,5 5
0,75 9 1,7 3,4
1,0 13,5 1,1
1,5 17,5 0,8
2,5 24 0,6
4,0 32 0,45
6,0 41 0,35
10,0 57 0,25
5.2.3.2 Electrical load and temperature
The tesf shall be carried out in accordance with T ture, of
IEC 60412. Unless otherwise specified by the de ils shall
apply:
Max|mum operating temperature:
Test duration:
Test cufrent shall be as spé&cifi
5.2.4 Climatic tests
Unless otherwis@ d lower
category temperaturée (1
5.2.4.1
The test sh erature,
of IEC 6
Unless
low temperature:
high temperature: Tg— 85 €CUCT)
duration of exposure: ty 30 min
number of cycles: 5
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5.2.4.2 Séquence climatique

L'essai doit étre effectué conformément a l'essai 11a: séquence climatique, de la CEIl 60512. Sauf
indication contraire de la spécification particuliere, les détails suivants doivent étre appliqués:

— chaleur séche,

température d'essai 85 °C (THC)
— froid,
température d'essai —-40 °C (TBC)

— chaleur humide,
cycle restant 1

5.2.4.3 | Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz

L’essai |doit étre effectué conformément a I'essai 11g: essai de ¢
mélang¢ de gaz, de la CEI 60512.

Sauf infication contraire de la spécification particuliére,
appliqugs:

Méthode: 1
Durge de I'essai: 10 jours

NOTE La méthode 1 est un essai de mélangé
H,S: 00 + 20 (107° vol/vol)
SOa: $00 + 100 (107° vol/vol)

5.3 Programmes d’ess

5.3.1 Généralités

Lorsque les ex s ce X un composant, utilisant ce
connexipn, comprerne S exigences des essais de cette spécification
partie dé¢ celles-ci, ¢é i y

Avant le ais, e : doivent étre préparés. Chaque spécimen doit consiste
borne a i

Lorsquég lisées avec des contacts acceptant une gamme de dimen
fils sont ~

a) le n pécimens spécifiés dans le tableau 5, réalisés avec les fils

conducteur est aux dimensions minimales de la gamme

flux de

ivent étre

type de
ou une

[ en une

sions de

dont le

et en plus,

b) le nombre de spécimens spécifiés dans le tableau 5, réalisés avec les fils dont le

conducteur est aux dimensions maximales de la gamme.

Lorsque des composants multicontacts avec contacts a ressort sont essayés, le nombre requis

de spécimens doit étre uniformément réparti.

Avant de préparer les spécimens, on doit vérifier que:

a) les contacts a ressort et les fils adaptés sont utilisés;
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5.24.2 Climatic sequence

The test shall be carried out in accordance with Test 11a: Climatic sequence, of IEC 60512.
Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall apply:

— dry heat
test temperature: 85 °C (UCT)

— cold
test temperature: —40 °C (LCT)

— damp heat

remaining cycle: 1

5.2.4.3 FTowing mixed gas corrosion test

The test shall be carried out in accordance with Test 11g: Flowing mi test, of

IEC 60912.

Unless ptherwise specified by the detail specification, the follow

Methpd: 1
Duration of exposure: 10 days

NOTE This test is a method with two mixed gases.
H.S: 00+ 20 (107 vol/vol)
SOz %00 + 100 (107° vol/vol)

5.3 Tlest schedules

5.3.1 General

hections
shall be

Where the requireme

include Jall or partQf th
excludef.

Prior to
termina

j clamp

When ¢ jons are

to be teg

a) with he mini-

mu

and adZ]itionally

b) with the number of specimens specified in table 5 connected with wires having the
maximum conductor dimensions within the range.

When multipole spring-clamp connecting devices are to be tested, the required number of
specimens shall be distributed uniformly.

Before the specimens are prepared, it shall be verified that:

a) the correct spring-clamp terminations and wires are used;
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b) lorsque les connexions sont réalisées avec un outil:
— loutil correct est utilisé;
— l'outil fonctionne correctement;

c) l'opérateur est capable de faire des connexions conformes a 4.6.

Tableau 5 — Nombre de spécimens requis

Programme d’essais Paragraphe Exigé dans tous les cas
Programme d’essais 5.3.2.2 10o0u2x10
de base, 5.3.2 _ _
Programme d’essais 5.3.3.2.1 50u2x5
complet, 5.3.3 5.3.3.2.2 50u2x5
5.3.3.2.3 5 0%5
5.3.3.2.4 50 5~

5.3.2 Programme d’essais de base

Lorsqug le programme d’essais de base est applicable
spécimgns du tableau 5 doit étre préparé, puis soumis a I'e

quis de

5.3.2.1 |Examen initial

Tous leg spécimens doivent étre soumi

5.3.2.1.1 Essais des connexions ant ou

10 spécjmens, ou 2 x 10 spécimen

Dans lef cas ou le con ensions de fil, les spécimens doiyent étre
choisis javec la dimension éme nombre avec la dimension minimale
comprises dans larga

Aprés llexamen initi
d’essai:| 5 spéci
suivanty.

gs spécimens doivent étre divisés en deux [groupes
cimens, selon le cas, doivent étre soumis aux essais

\ \ \gssw Mesure a effectuer Ex|gences

Phasg¢
d’essdi \}|\‘I\> Paragraphe Titre de'rao g:lsgg;n Parjagraphe
P1.1 > Résistance de contact 2a ou 2b 5.28.1
P1.2 Déflexion du fil 5.2.2.2
P1.3 Vibrations 5.2.2.3 Perturbation de contact 6d et 2e 5.2.2.3
P1.4 Résistance de contact Comme P1.1 5.2.3.1

Aprés I'examen initial de 5.3.2.1, les 5 spécimens restants, ou les 2 x 5 spécimens, selon le
cas, doivent étre soumis aux essais suivants.

Essai Mesure a effectuer Exigences
Phase
d’essai . . N° d’essai de
Titre Paragraphe Titre la CEl 60512 Paragraphe
P2.1 Recablage des 5.2.2.4

connexions

P2.2 Tenue a la traction 5.2.21 Tenue mécanique 16t 5.2.21
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b) where the connections are made by tools:
— the correct tool is used;
— the tool works correctly;
c) the operator is able to produce spring-clamp connections which comply with 4.6.

Table 5 — Number of specimens required

Test schedule Subclause Required in all cases
Basic test schedule, 5.3.2.2 10 0r2x10
5.3.2 _ _
Full test schedule, 5.3.3.2.1 50r2x5
533 53322 5 0r 2w 5
5.3.3.2.3 50r2x5
5.3.3.2.4 5 0(2 % 5 (\

5.3.2 Basic test schedule

Where tfhe basic test schedule is applicable (see 5.1.1), t specimens sp€cified in
table 5 s$hall be prepared and subjected to the initial examinati 3.2.1.

5.3.2.1 Initial examination

All specimens shall be subjected to T

5.3.2.1.1 Testing of spring-clamp with

and without a specified

10 specjmens, or 2 x 10

In those| cases where theNepminati G S i i , ; L clected
foramCX|mumw size and imi ; ; o e,

After irfitial exami t|o NS pecimens shall be divided into two test |groups:

5 specimens or 2 ecipe s applicable, shall be subjected to the following tests
\ \'Qest Measurement to be performed Requirement
Test phds
T| Subclause Title IEC 60512 Subglause
test No.

P1.1 Contact resistance 2a or 2b 5.2.3.1

P1.2 ereWon 5.2.2.2

P1.3 Vibration 5.2.2.3 Contact disturbance 6d and 2e 5.2.2.3

P1.4 Contact resistance As in P1.1 5.2.3.1

After initial examination, 5.3.2.1, the remaining 5 specimens, or 2 x 5 specimens as applicable,
shall be subjected to the following tests.

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase
Title Subclause Title IEC 60512 Subclause
test No.
P2.1 Repeated connections |5.2.2.4

and disconnections

P2.2 Tensile strength 5.2.21 Mechanical strength 16t 5.2.21
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5.3.3

Lorsque le programme d’essai complet est nécessaire (voir 5.1.1),

Programme d’essais complet

— 36 —
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le nombre requis de

spécimens du tableau 5 doit étre préparé, puis soumis a I’examen initial suivant 5.3.3.1.

5.3.3.1

Examen initial

Tous les spécimens requis doivent étre soumis a I’essai 1a: examen visuel, de la CEIl 60512.

5.3.3.2

20 spécimens, ou 2 x 20 spécimens.

Essais des connexions a ressort acceptant ou non une gamme de fils spécifiée

Dans lej tyent étre
choisis ninimale
comprises dans la gamme.
Ces spgcimens doivent étre divisés en quatre groupes d’essai.
5.3.3.2.1 Groupe d’essai A
5 spécimens, ou 2 x 5 spécimens, selon le cas
Essai ur}E\Mer> Ex|gences
Phase
d’essqi : N° d’essai de la
Titre Paragraphe /(X / \> CEl 60512 Paragraphe
AP2.1 Recablage des 5.2.2. U
connexions
AP2.2 Tenue 4 la traction 5221 | Tende m&caniyue 16t 5.2p.1
5.3.3.2.2 Groupe d’e
5 spécimens, ou 2 x 5 sp
Essai Mesure a effectuer Ex|jgences
Phas¢ \) & \ N g - 9
d’essdi . \( . ° d’essai
/\(%e \Isiég?r he Titre de la CEl 60512 | Parparaphe
BP1 \ Résistance de contact |2a ou 2b 5.23.1
BP2 éflextondu’i 5.2.2.2
BP3 ele\trlq 5.2.3.2 9e 5.23.2
Em\e%ﬁe\
BP4 Résistance de contact | Comme BP1 5.23.1
5.3.3.2.3 Grouped’essai C
5 spécimens, ou Z X 5 specimens, selon Ies cas
Essai Mesure a effectuer Exigences
Phase N d Jo
d’essai . . ° d’essai de la
Titre Paragraphe Titre CEl 60512 Paragraphe
CP1 Recablage des 5.2.2.4
connexions
CP2 Résistance de contact |2a ou 2b 5.2.3.1
CP3 Vibrations 5.2.2.3 Perturbation de contact | 6d et 2e 5.2.2.3
CP4 Variations rapides de 5.2.41 11d
température
CP5 Séquence climatique 5.2.4.2 11a
CP6 Résistance de contact | Comme CP1 5.2.3.1
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5.3.3

Where the full test schedule is necessary (see 5.1.1),

Full test schedule

37—

the required number of specimens

specified in table 5 shall be prepared and subjected to the initial examination according to

5.3.3.1.

5.3.3.1

Initial examination

All specimens required shall be subjected to Test 1a: Visual examination, of IEC 60512.

5.3.3.2

20 specimens, or 2 x 20 specimens.

Testing of spring type connections with and without a specified wire range

In those
for a m3

cases where the termination covers a range of wire sizes, speci
ximum wire size and the same number for the minimum wire siZe

These specimens shall be divided into four test groups.

selected
ge.

5.3.3.2.1 Test group A
5 specimens, or 2 x 5 specimens as applicable
Test Mep/sur/e‘m)ent\fw\be rfor)ed Requirement
Test phgse
Title Subclause \m% IEC 60512 Subg¢lause
test No.
AP2.1 Repeated connections |5.2.2. ~
and disconnections
AP2.2 Tensile strength 5.2.2. 1 m\\aquczh\itrength 16t 5.2.2.1
5.3.3.2.2 Test group \?\}
5 specimens, or 2 x 5 p ci lic
/\ S Tes Measurement to be performed Requirement
Test phgse
tl \We Title IEC 5%512 Subglause
A est No.
BP1 < \ ] Contact resistance 2aor2b 5.2.3.1
BP2 Wire deflection 52.2.2
BP3 ectnéﬁ@ 5.2.3.2 %e 5.2.3.2
perw@\ure
BP4 ) Contact resistance As BP1 5.2.3.1
5.3.3.2.3 Nup c

5 specimens, or 2 x 5 specimens as applicable

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase
Title Subclause Title IEC 60512 Subclause
test No.

CP1 Repeated connections |5.2.2.4

and disconnections
CP2 Contact resistance 2a or 2b 5.2.3.1
CP3 Vibration 5.2.2.3 Contact disturbance 6d and 2e 5.2.2.3
CP4 Rapid change of 5.2.41 11d

temperature
CP5 Climatic sequence 5.2.4.2 11a
CP6 Contact resistance As CP1 5.2.3.1
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Groupe d’essai D

5 spécimens, ou 2 x 5 spécimens, selon les cas

60352-7 © CEI:2002

Essai Mesure a effectuer Exigences
Phase
d’essai . . N° d’essai de
Titre Paragraphe Titre la CEl 60512 Paragraphe
DP1 Recéablage des 5.2.2.4
connexions
DP2 Résistance de contact 5.2.3.1
DP3 Essai de corrosion 5.2.4.3
tarrs o fluxde
meélange de gaz (
DP4 Résistance de contact COQ&&DM (\ \5\2.3.1
5.3.4 Tableaux synoptiques
Pour une orientation rapide, les programmes d’essais dé .3.3 sont|répétés
sous fonime de tableaux synoptiques, de maniére simp et la figure 7

3
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5.3.3.2.4 Test group D

5 specimens, or 2 x 5 specimens as applicable

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase
Title Subclause Title IEC 60512 Subclause
test No.

DP1 Repeated connections |5.2.2.4

and disconnections
DP2 Contact resistance 2aor2b 5.2.31
DP3 Flowing mixed gas 5.2.4.3 11g

corrosion test

5231

DP4 contactresistance ASDPT—7

5.3.4 Flow charts

For quigk orientation, the test schedules detailed in 5.3.2 and
in a simplified manner in figure 6 and figure 7.

&

w charts
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Examen des piéces

Examen général des contacts a ressort et des fils 5.2.1
10 contacts a ressort, sans gamme de conducteurs spécifiée

2 x 10 ensembles de piéces de contacts a ressort adaptés pour une gamme de conducteurs dans tous les
cas, si applicable

5 contacts a ressort pour une gamme de fils spécifiée, en plus
si applicable (voir 5.2.2.2 c))

e Examen visuel Essai 1a

e Examen de dimension et masse Essai 1b

Préparation des spécimens

Examen initial des connexions a ressort

10 spécimens de connexions a ressort pour un conducteur spécifié

2 x 10 ensembles de piéces de contacts a ressort adaptés a une gamme de conduct
si applicable

10 ensembles de piéces de contacts a ressort pour une gamme de fils spécifi&e, en p
si applicable (voir 5.2.2.2 c))

esExamen visuel & \ \ Esgai 1a

=
N

Contact 3 ressort avec omsahs gamine
de fils spécifié

- 5 spécimens avec des
contacts a ressort sans
gamme de conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5 spécimens avec
des contacts a ressort
adaptés a une gamme
de conducteurs

(5 spécimens pour le
conducteur min. et
5 spécimens pour le
conducteur max.),

si applicable

eRésistance eRecablage des
de contact 2alZb connexions 0.2.2.4
eDéflexion du fil 5.2.2.2 e Tenue

mécanique 16t

eVibrations et
perturbation
de contact 6d et 2e

eRésistance
de contact 2a/2b

IEC 1996/02

Figure 6 — Programme d’essais de base (voir 5.3.2)
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Examination of parts

General examination of spring-clamp terminations and wires 5.2.1
10 of spring-clamp terminations without a specified conductor range

2 x 10 sets of parts for spring-clamp terminations suitable for a conductor range in
all cases, as applicable

5 for spring-clamp terminations with a specified wire range, additionally,
as applicable (see 5.2.2.2 c¢))

e Visual examination Test 1a
e Examination of dimensions and mass Test 1b

Preparation of specimens

Initial examination of spring-clamp connections

10 specimens of spring-clamp connections with a specified conductor

5.3.
2 x 10 sets of parts for spring-clamp terminations suitable for a conductor range in
all cases, as applicable
10 sets of parts of spring-clamp terminations with a specified wire range, additionally, \/
as applicable (see 5.2.2.2 ¢)) /\

e Visual examination \ \ \T\estW

Spring-glamp\termi t@\s ith andqwithout
a spexified wire range.

% -5 specimens with
spring-clamp

terminations without
a specified conductor
range or

-2 x 5 specimens
with spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for

the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)

as applicable

. tact re§istance 2a/2b * Repeated connections
and disconnections

o Deflection of the wire 5224

5222

o Mechanical strength 16t
e Vibration and contact
disturbance 6d and 2e

e Contact resistance 2a/2b

IEC

Figure 6 — Basic test schedule (see 5.3.2)

1996/02
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Examen des piéces

Examen général des contacts a ressort et des fils

20 contacts a ressort, sans gamme de conducteurs spécifiée

5.2.1

2 x 20 ensembles de pieces de contacts a ressort adaptés a une gamme de
conducteurs, dans tous les cas, si applicable

e Examen visuel Essai 1a

e Examen de dimension et masse Essailb
Préparation des spécimens

Examen initial des connexions a ressort 5.3.3.1

20 spécimens de contacts a ressort, avec un conducteur spécifié

applicable

10 contacts a ressort pour une gamme de fils spécifiée, en plus
si applicable (voir 5.2.2.2 c))

2 x 20 spécimens de contacts a ressort adaptés a une gamme de conducteurg, si

e Examen visuel

Essaj 1a

AN

Essais

Contacts a ressorf/avec et
sans gamme de fils sp%@ﬁ?’ae

A/

X

vd

- 5 spécimens
avec des
contacts a
ressort sans
gamme de

si applicable

/
(N CADY

des contacts a
ressort adaptés
a une gamme
de conducteurs
(5 spécimens
pour le
conducteur min.
et 5 spécimens

conpducteur min.
ef/'5 spécimens

pour le pour le
conducteur conducteur
max.), max.),

si applicable si applicable

- 5 spécimens
avec des
contacts a
ressort sans
gamme de
conducteurs
spécifiée ou

-2x5
spécimens avec
des contacts a
ressort adaptés
a une gamme
de conducteurs
(5 spécimens
pour le
conducteur min.
et 5 spécimens
pour le
conducteur
max.),

si applicable

>Groupe d’essais
A

Groupe d’essais Groupe d’essais
B C

Groupe d’essais
D

* Recablage

* Résistance de

YN

* Recablage

* Recablage

o
eSS ConneXtons

5.2.2.4

e Tenue
mécanique 16t

o
eSS ConneXtons

5.2.2.4

FURPR.Y
coftatt—=zarzo

Déflexion du fil
5222 eRésistance de
contact 2a/2b
e Charge
électrique et

température 9b

e Vibrations et
perturbations de

contact 6d et 2e
e Résistance de
contact 2a/2b e Variations
rapides de
températures

11d

e Séquence
climatique 11a

* Résistance de

contact 2a/2b

o
eSS CofteXtons

5224

eRésistance de
contact 2a/2b

e Essai de
corrosion dans
un flux de
mélange de
gaz 11g

* Résistance de
contact 2a/2b

Figure 7 — Programme d’essais complet (voir 5.3.3)

IEC 1997/02
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